
USTER 신형 균제도 시험기(2) 

 

2.4 장주기 변동의 측정  

균제도 시험기의 측정영역은 매우 짧기 때문에(8mm), 변동계수뿐만 아니

라 다이어그램도 단주기 변동(Short-term Variation)에 상당히 큰 영향을 받는다. 

그러므로 균제도 측정을 위한 표준 방법(Normal Method)은 실의 장주기 변동

(Long-term Variation)을 측정하기에는 적합하지 않다. 결과적으로 단주기 변동

에 의한 영향을 억제하고, 오직 중주기(Medium-term Variation) 변동이나 장주

기 변동만을 나타내기 위한 방법이 개발되었다.  

 

 

 

<그림 6> 장주기 변동이 없는 다이어그램과 분산 장 곡선 
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<그림 7> 장주기 변동이 있는 다이어그램과 분산 장 곡선 

 

 이와 같은 분석은 균제도 시험기가 도입되기 전에 단위 길이당 무게 측

정법(Cutting and Weighing)에 의해 만들어졌다. 즉 실을 동일한 길이(3m, 10m, 

100m 등)의 조각으로 절단하고 무게를 측정, 각 조각들의 변동을 측정하였다.  

USTER 신형 균제도 시험기는 여러 가지 절단 길이에 대한 균제도 값을 

출력할 수 있으며, 중주기와 장주기 변동을 분산 장 곡선(Variance-Length 

Curve)으로 나타낼 수 있다<그림 6 및 그림 7>. 

<그림 6>는 장주기 변동이 없는 실의 측정결과를 나타낸 것이다. 분산 장 

곡선은 거의 직선에 가깝다. 다이어그램에 표시된 빨간 선으로 장주기 변동

이 없음을 알 수 있다. 
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<그림 7>의 다이어그램에 표시된 빨간 선으로 장주기 변동이 있음을 알 

수 있다. 이러한 변동은 분산 장 곡선에 큰 영향을 미친다. <그림 7>에서 장

주기 변동이 1m, 3m, 5m, 10m등의 절단 길이에 따른 변동계수에 얼마나 영향

을 미치는가도 알 수 있다. 절단 길이 10m의 변동 계수는 <그림 6>에서는 

1.5%이지만, <그림 7>에서는 4%이다. 

<그림 6>는 100% 면, 컴팩트 정소면사 Ne 60에 대한 측정결과이고, <그림 

7>은 100% 오픈엔드 소면사 Ne 16에 대한 것으로 이러한 변동의 원인은 연

조기 기어에 의한 것이다. 

<그림 8>은 같은 콘에서 시험한 10개 분산 장 곡선을 나타낸 것으로, 3차

원 형태의 결과 표시로 시험 결과 비교가 가능하다. 측정 결과간에 상당한 

수준의 장주기 변동이 존재함을 알 수 있다. 이 결과는 면 100% 편성용 링

방적 소면사에 대한 것이다.  

 

 
<그림 8> 동일 시료에 대한 분산 장 곡선 

 

이러한 장주기 변동은 균제도를 나타내는 변동계수(절단 길이 8mm)에 영
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향을 미치지 않는다. 10회 측정한 변동계수의 평균은 11.98%이며 3번째 시료

(1/3)는 변동계수는 12.22%이다. 그러나, <그림 9>에 나타낸 3번째 시료의 다

이어그램에서 균제도의 평균값이 675~725m 사이에서 20% 증가하는 것을 알 

수 있으며, 이 부분이 분산 장 곡선에 크게 영향을 미친다<그림 8>. 

 

 

<그림 9> 평균값의 편차(빨간색으로 표시) 

 

2.5 균제도와 다른 인자사이의 관계 

균제도와 다른 인자간에는 다음과 같은 관계가 존재한다.  

·일정 번수에서 섬유가 가늘어지면 불균제도는 낮다. 즉, 방적사 단면내 

섬유 올수가 증가한다면 불균제도는 낮다.  

·단섬유가 적으면 불균제도는 낮다. 

·굵은 결점과 가는 결점이 많으면 불균제도는 높다. 

·꼬임은 실의 불균제도에 영향을 미치지 않는다. 

·불균제도는 태번수에서 낮고 세 번수에서 높다.  

·원료에 넵이 많으면 실의 넵도 증가한다.  

·실의 불균제도가 낮으면 실의 강력은 높다. 
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